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В работе подробно исследованы характеристики генерации компакт-

ного непрерывного двухчастотного YAG:Nd3+ лазера с диодной накач-
кой. Двухчастотный режим получен за счет использования селективного 
резонатора, содержащего два эталона Фабри-Перо, и внесения в него ли-
нейной фазовой анизотропии. Селекторы обладали областью свободной 
дисперсии 64 ГГц (предварительный селектор, образованный гранями 
активного кристалла с коэффициентами отражения R = 100 % и 8 %) и 
20 ГГц (главный селектор, одна из граней которого с R = 98 % служила 
выходным зеркалом, а у другой R = 8 %). Межмодовый интервал основ-
ного резонатора составлял 7,9 ГГц. Анизотропия возникала при механи-
ческом сдавливании стеклянной подложки, на которую нанесены отра-
жающие покрытия главного селектора, в поперечном направлении с по-
мощью пьезоэлемента. При этом разность частот можно было изменять 
от единиц до сотни мегагерц. 

Двухчастотные лазеры с диодной накачкой позволяют получать 
большие (десятки и сотни мегагерц) межчастотные интервалы и поэтому 
представляют потенциальный интерес как источники для устройств точ-
ных измерений. 

Обнаружено, что при прочих фиксированных условиях межчастотный 
интервал может заметно (в пределах до нескольких мегагерц) изменяться 
при различных настройках основного резонатора. Выяснено, что это 
обусловлено в основном частотными зависимостями фазовых набегов 
волн в селекторах, в то время как вклад дисперсии активной среды не-
значителен. Рассчитаны зависимости наблюдаемого эффекта от парамет-
ров селекторов (базы, коэффициентов отражения зеркал). Найдены усло-
вия минимизации нестабильности межчастотного интервала. 

Полученные результаты важны для понимания факторов, определяю-
щих параметры двухчастотной генерации компактных полностью твер-
дотельных лазеров и должны учитываться при создании на их основе ис-
точников для измерительных систем. Обнаруженные эффекты предло-
жено использовать для стабилизации частотных характеристик генера-
ции и определения перемещений в нанометровом диапазоне. 


